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유해물질 미량분석용 원소분석방법 및 
플라즈마 질량분석 장치

나노입자 불량감지용 유량조절장치 및 
입자 복합특성 측정장치

013 014

원소분석 방법 및 플라즈마 질량분석장치에 대한 기술 유입 되는 입자가 포함된 기체의 유량을 조절할 수 있는 유량조절장치 및 
이를 이용한 입자 복합특성 측정장치에 관한 기술

미량의 유해물질 분석과 분석장치 개발에는 원소분석방법 및 플라즈마 질량분석 장치가 

필요합니다. 최근 먹거리, 생활용품 등 일상 속 제품에 대해 국민들의 관심이 급증하고 있

습니다. 제품에 어떤 유해원소와 필수원소가 들어가는지 성분을 정확히 측정할 수 있는 기

술은 중요합니다. 오늘 소개해드릴 KRISS 신기술 '원소분석 방법 및 플라즈마 질량분석장

치'는 효과적인 원소 분석 방법을 수행할 수 있게 도와주는 기술입니다.  해당 기술은 기존

의 질량분석기로 분석이 어려웠던 원소들에 대해 자외선 분석 단계를 더해 이온화 효율을 

높이는 방법을 사용하였습니다. 이를 통해 유해물질인 브로민의 총함량 분석 및 감도 개선

뿐만 아니라 미량의 할로겐 원소도 분석이 가능합니다. 미량분석 분야, 질량분석 장비 개

발 분야, 원소 분석 분야 등에 활용될 수 있는 KRISS의 신기술이 필요하다면, 지금 바로 문

의주세요! 

반도체 및 디스플레이 생산에 필요한 나노입자 불량감지에 사용할 수 있는 신기술입니다. 

PCDS란 머리카락 굵기의 10만분의 1 크기의 나노입자의 특성을 실시간으로 분석하는 장

비인데요, 특히 반도체와 디스플레이 산업에서 나노입자의 불량을 감지하는데 꼭 필요한 

장비가 될 것으로 기대됩니다. 이 기술의 효율성을 극대화할 수 있도록 KRISS에서는 유량

조절장치 및 이를 이용한 입자 복합특성 측정 장치 신기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 

PCDS에 장착되어 그 유효성을 증가시킬 수 있답니다. 진공상태에서도 사용 가능한 실링 

모듈이 포함되어 있으며 이론적으로 설계된 입자 집속효과가 있는 니들형 구조체를 포함

한다는 특징이 있습니다.

성장 가능성이 클 것으로 기대되는 PCSD 시장에서 신기술을 통해 시장우위를 점하고 싶

으시다면, KRISS에 문을 두드려주세요!
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기술개요

• 본 기술은 유입 되는 입자가 M함된 기체의 유랑몰 生절할 수 있는 유량生절장치 및 이률 이용한

입자 복합특성 측청장치에 관한 m Q .

기술특징

• 나노임자들 측정하는 PCDS장비의 효율몰 극대화 하기 위한 유량 조절 장치

• 이본적으로 설계 y 입자 짐속효과 있는 니들형 구조체 포항

• 진공상태에서도 사용가능한 설링 모듈 H항

상용화 될 PCC6 | 장착되어 그 유효성 증가.

응용분야

* 입자측청 및 유량 측정장치 활용 분야

키워드 4

> 유량조절시스템 > 니들형 조절기

시장전망

■ 진공상태에서 존재하는 입자률 샘플링하기 위한 장비나 랑올 조절찰 필요가 있는 시스템에

모누 알용가늉하기 때문예 그 시장성이 크다고 생각1
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